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Formelzeichen und Abkiirzungsverzeichnis

Formula signs and abbreviations

Lateinische GroRbuchstaben

S
g

MomEE o

Nm

°C oder K

N/m?

Amplitude allg.

Biegesteife

Signifikanzband im Signalspektrogram
Binarer Schwellwert

Dilatation

Volumendilatation

Elastizitdtsmodul

Spektralbandbezogene akustische Energie

Mechanische Energie
Thermische Energie
Diskretes Amplitudendichtespektrum
Schnittkraft

Passivkraft
Kraftvektorkomponenten
Vorschubkraft

Komplexes Kurzzeitspektrum
Schubmodul
Flankenfrequenz
Flachentragheitsmoment
Kompressionsmodul
Schnittleistung mechanisch
Autokorrelationsfunktion
Mittenrauhwert
Leistungsdichtespektrum
Bezugsgrole

Zeitdiskrete obere Hullkurve
Zeitdiskrete untere Hillkurve
Zeitdiskretes Hullkurven-Differenzsignal
Zeitdiskretes Quellensignal
Temperatur

Periodendauer
Spannungstensor
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T, s Flankenabstand

U, (o) V/Hz Spektraldichte des amplitudenmodulierten Signals

Z:, Z, N s/m® Akustische Feldimpedanz im Festkdrper (transversal,
longitudinal)

Lateinische Kleinbuchstaben

2

a m/s Beschleunigung allg.
a mm Zustellung
ag - Reflexionskoeffizient
ar - Transmissionskoeffizient
b m Breite
Cr m/s Phasengeschwindigkeit
Cr, €, Cgp, MIs Wellengeschwindigkeit im Festkdrper (transversal,
Cp longitudinal, Rayleigh-, Platten-)
d mm Durchmesser
d mm Plattendicke
e, J Schnittenergie, spezifische
fa Hz Abtastfrequenz
f Hz Frequenz, allgemeine
Sair Jeo Hz Grenzfrequenzen, untere, obere
S Hz Nyquist-Frequenz
fs Hz Schwebungsfrequenz
g - Zeitkontinuierliche, normierte Rechteckfunktion, allg.
h m Hoéhe
h um/N Nachgiebigkeit
hy, pum Spandicke
h, um Spanungsdicke, Schnitttiefe
J - Imaginére Zahl
k - Modulationskonstante
ky, k, - Komplexe Wellenzahlen (transversal, longitudinal)
| m Lange allg.
m kg Masse
min”* Drehzahl
n - Ganze Zahlen
Dy N/m? Schalldruck

q - Datenblockgréfie



Verzeichnisse

Ty mm Quellenabstand

Ty mm Bearbeitungsradius

T mm Schneidenspitzenradius

s m Teilchenverschiebung

t s Zeit

tp s Prozesszeit

u \% Max. Spannungsamplitude

uy(t) \% Zeitkontinuierliches Nutzsignal
u(t) \Y, Zeitkontinuierliches Quellensignal
uc (1) \% Zeitkontinuierliches Trégersignal
u 45, () \ Zeitkontinuierliches, amplitudenmoduliertes Signal
uc(t) Vv Hochfrequenztrager

v, m/s Schnittgeschwindigkeit

v, mm/min Vorschub

Vs m/s Schallschnelle

Wi mm Verlagerung

Zp mm Kraglénge

mm Messposition

Griechische Buchstaben

a ° Freiwinkel

Ay Qy ° Grenzwinkel fir akustische Totalreflexion (transver-

sal, longitudinal)

Iy 1/s Abtastrate

& - Dehnung

P glcm® Dichte

] e Drehwinkel der Werkstiickachse
o, N/m? Druckspannung

@, - Fensterfunktion

) - Dirac-Funktion (Impulsfunktion)
o N/m? Mechanische Spannung

Ho - Poisson'sche Querkontraktionszahl
7] ° Rotationsvektor

¢ ° Scherwinkel

Ps pum Schneidkantenradius

% Spanwinkel
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Vi

o r S

X

n

Ay Ay Ags
Ap

Aty

Spreitzungsfaktoren

Verformungswinkel

Verlustfaktor

Wellenlange im Festkérper (transversal, longitudinal,
Rayleigh-)

Aquidistanter Blockabstand

Zeitkonstante



Verzeichnisse Vil

Abkiirzungen

Abbreviations

ADC Analog Digital Converter

KA Kepstral-Analyse

ASIC Applikation Specific Integrated Circuit

VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Lan-
guage

IPC Intellectual Property Core

10B Input-Output-Box

DFT Diskrete Fourier-Transformation

DGzfP Deutschen Gesellschaft fur Zerstérungsfreie Prifung e.V.

DSP Digitaler Signalprozessor

EF Eigenfrequenz

EM Eigenmode

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

FEM Finite Elemente Methode

FFT Fast-Fourier-Transformation

FIR Finite-Impulse-Response Filter (Transversalfilter)

FPGA Field Programmable Gate Arrays

GUI Grafical User Interface

IIR Infinite-Impulse-Response Filter (Rekursives Filter)

KB Kolkbreite

KM Kolkmittenabstand

KT Kolktiefe

MATLAB Matrix Laboratory

NK Anzahl Kammrisse

P- Prazisions-

PCI Peripheral Component Interconnect (PCI-Bus)

Profibus Process Field Bus, Standard fur die Feldbus-Kommunikation in
der Automatisierungstechnik

RMS Root Mean Square, quadratische Mittelung bzw. Effektivwert

S/IN Signal-to-Noise (Signal-zu-Rausch Verhalten)

SERCOS Serial Realtime Communication System, weltweit genormte digi-

tale Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Steuerungen und
Antrieben (IEC 61491 und EN 61491)

SKV Schneidkantenversatz
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SPS Speicherprogrammierbare Steuerung
SSD Sub Surface Damages
STFT Short-Time-Fourier-Transformation
TCP Tool-Center-Point
UP- Ultraprazision-
VB VerschleiBmarkenbreite
WFE Wait-For-Event
WST Werkstiick
WT Wavelet-Transformation
WzG Werkzeug
Glossar
Glossary
Spektrale (auch Autoleistungsspektrum) Sie gibt die Energie eines

Leistungsdichte

Burst
CBN

Chemisch Nickel

Chuck

Chunk
Dispersion

Distorsion
Elman-Netzwerk

Flankenfrequenz

Signals in einem infinitesimal kleinen Frequenzband mit der
Dimension [Watt/Hertz] an. Uber die Frequenz aufgetragen
spricht man vom Leistungsdichtespektrum. Das Integral
Uber alle Frequenzanteile ergibt die komplette Leistung des
Signals.

Kurzzeitiger Signalimpuls mit hoher Amplitude

Kubisch kristallines Bornitrid, Schneidstoff fir Wende-
schneidplatten zur Bearbeitung von Metallen

Chemisch abgeschiedenes Nickel zur Erhéhung des Ver-
schleil®- oder Korrosionsschutzes von metallischen Werk-
stoffen

Aufnahmevorrichtung in Bearbeitungsmaschinen, meist fiir
das Werkstiick

Bezeichnung fiir einen Datenblock

Abhéngigkeit der Brechzahl », bzw. Ausbreitungsgeschwin-

digkeit ¢, von der Wellenlange 4 in Medien

Stauchung einer Strukturwelle
Lernfahiges, regressives, neuronales Netzwerke, welches

eine Kopie der verdeckten Schicht fiir den jeweils nachsten
Trainingsschritt zwischenspeichert.

Anzahl aufsteigender Leistungsdichteflanken eines spezifi-
schen Spektralbandes pro Sekunde



Verzeichnisse

X

Host-PC

Inconel

Isomorphismus

Merkmalskarte

Modalanalyse

Neusilber

Rayleighwelle
Reziprozitat

Seismische
Masse

Shunt-Widerstand

si-Funktion

Standzeit

Streaming
Thread

Zerodur

Computer, der als Priméarplattform Hard- oder Software-
Ressourcen bereitstellt.

Rechtlich geschitzter Markenname der Firma Special Me-
tals Corporation fir eine Reihe von korrosionsbesténdigen
Nickelbasislegierungen

Abbildungsgliltigkeit zwischen zwei mathematischen Struk-
turen, durch die Teile einer Struktur auf ,bedeutungsglei-
che” Teile einer anderen Struktur umkehrbar eindeutig (bi-
jektiv) abgebildet werden.

Kombination aus Befehlsreihenfolge und Vergleichsgréfle
zur Auswertung von Prozesssignalen

Verfahren zur Bestimmung des Eigenschwingverhaltens
von elastischen Strukturen

Bezeichnung fur eine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung mit ho-
her Korrosionsbestandigkeit

Schwingungsmoden an der Oberfladche eines Festkorpers

Bezeichnung fiir Umkehrbarkeit; gegeben, wenn in einer
Anordnung die Position von Ursache und Wirkung mitei-
nander vertauscht werden kénnen, ohne dass die Verkn(p-
fung zwischen Ursache und Wirkung sich andert.

Ausnutzung der Massentragheit durch einen Hilfsmassen-
kérper zur Umsetzung von Beschleunigungsgréfien in
KraftgréRen

Niederohmiger Nebenschlusswiderstand, der zur Messung
von Strémen verwendet wird.

Sinus cardinalis, auch als sinc-Funktion oder Spaltfunktion
bezeichnet, Spektralfunktion eines Rechtecksignals

Zeitintervall einer Bearbeitungsmaschine zwischen der
Durchfiihrung notwendiger Wartungs- oder Reinigungsar-
beiten

Kontinuierliches Ubertragen eines Datenstroms
Bezeichnet in der Informatik einen Ausfiihrungsstrang oder

eine Ausflhrungsreihenfolge in der Abarbeitung eines Pro-
gramms

Glaskeramischer Werkstoff, der durch kontrollierte Volu-
menkristallisation hergestellt wird.
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